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® Blendenanordnung zur optoelektronlschen Abtasting von Vorlagen. 



@ Blendenanordnung zur punktwetsen elektroopti- 
schen Abtastung von Vorlagen (1 ), wobei sich der 
Abtastpunkt aus elnem zentralen Hauptfeld und eln- 
em das Hauptfeld umgebenden Umfeld zusammen- 
setzt Es sind eine Blende (4) zur Abtastung des 
Hauptfeldes und eine zweite Blende (10) zur Abta- 
stung des Umfeldes vorgesehen, wobei die GrojSen 
der Blendenoffnungen der beiden Blenden un- 
abhMngig voneinander kontinuierlich einstellbar sind. 
wobei die Blendenoffnungen der ersten Blende (4) 
die Grofle des Hauptfeldes und damit die Abtastfein- 
heite und den Innendurchmesser des Umfeldes be- 
stimmt und die Blendenoffnung der zweiten Blende 
(10) die Grofle des Umfeldes bestimmt und wobei 
durch die unabhSngige und kontinuierliche Verstel- 
lung der beiden Blendendffnungen das 
Groflenverhaltnis vom Haupt-und Umfeld kontinuier- 
lich einstellbar ist. 
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Blendenanordnung zur optoelektronischen Abtastunq von Vorlagen 



Die vorliegende Erfindung betnfft eine Blende- 
nanordnung zur optoelektronischen Abtastung von 
Vorlagen gemafl dem Oberbegriff des Anspruchs 
1. 

Bei der optoelektronischen Vorlagenabtastung, 
wie sie z. B. in der Reproduktionstechnik bei den 
sogenannten Scannern zur Anwendung kommt. 
wird eine Vorlage punkt-und zeilenweise. sei es in 
Aufsicht oder in Durchsicht, abgetastet. Der Abtast- 
lichtstrahl wird uber eine Blendenanordnung auf 
einen oder mehrere optoelektronische Wandler ge- 
geben, an deren Ausgang die Bifdsignale in analo- 
ger Form erscheinen. Solche Scanner werden in 
der Reproduktion zur Abtastung von Schwarz- 
weiflvorlagen oder von farbigen Vorlagen verwen- 
det, wobei bei der Farbreproduktion entweder Far- 
bauszuge fur den Mehrfarbendruck (Buntdruck) 
oder Farbbilder hergestellt werden. 

In der US-PS 2.691.696 sind verschiedene 
Ausfuhrungsformen solcher Gerate gezeigt Urn die 
Bildscharfe zu verbessern, wird bei diasem Patent 
mit der sogenannten "Unscharfmaskierung" gear- 
beitet, wobei eine scharfe und eine unscharfe Abta- 
stung des Btldes vorgenommen und die dabei 
gewonnenen Bildsignale elektronisch zu einem Auf- 
zeichnungsignal vereinigt werden. 

Bei einem in der US-PS 2,691,696 be- 
schriebenen Beispiel wird auf der Abtastseite zur 
Kontrastanhebung (Unsharp-Masking) mit zwei 
Lichtquellen gearbeitet, wobei die eine Lichtqueile 
fur die Scharf abtastung (Sharp Channel) und die 
zweite Lichtqueile fur die Unscharfabtastung 
(Unsharp Channel) vorgesehen sind. Die Grofle von 
scharfem Abtastfieck und unscharfem Abtastfleck 
wird jeweils durch die Apertur von zwei Blenden 
bestimmt. die jeweils in den entsprechenden Lich- 
strahlen angeordnet sind, bevor die Lichtstrahlen 
auf die Abtaststelle der Vorlage treffen. Die Signal- 
trennung von Scharf-und Unscharfsignal wird ent- 
weder durch getrennte optoelektronische Wandler 
oder mechanisch vorgenommen (Light Shopper). 

Bei einem anderen Beispiel der US-PS 
2,691,696 (Fig. 15) wird auf der Abtastseite mit nur 
einem Lichtstrahl und nur einem optoelektronischen 
Wandler gearbeitet. Bevor das Licht auf die Abtast- 
vorfage auftritt, wird die Lichtqueile mittels zweier 
Optiken auf zwei in Abstand voneinander angeord- 
nete dynamisch arbeitende Lichtventile abgebildet. 
Diese Lichtventile sind elektrisch steuerbar und er- 
zeugen einen variablen Lichtspalt, dessen Breite 
vom elektrischen Steuersignal abhangt. Die Licht- 
ventile, die jeweils in den Brennpunkten der Opti- 
ken angeordnet sind, liegen im rechten Winkel 
zueinander und ergeben durch ihr Zusammenwir- 
ken eine quadratische oder rechteckige Apertur, 



die mittels einer dritten Optik auf die Abtaststelle 
der Vorlage abgebildet wird. Das von der Vorlage 
durchgelassene Licht gelangt auf einen 
optoelektronischen Wandler. dessen Ausgangssi- 
5 gnal in einem bestimmten Takt alternierend auf 
zwei Signalkanale geschaltet wird. Mit diesem 
Schalttakt werden ebenfalls die beiden Lichtventile 
derart gesteuert, dafl die Spaltbreiten jeweils alter- 
nierend zwei Werte annehmen. namlich schmal 
io oder breit. Stehen beide Lichtventile auf "schmal". 
so gibt der Wandler ein elektrisches Signal fur die 
Scharfabtastung ab (Sharp Channel), stehen beide 
Lichtventile auf "breit rt , so wird am Wandler das 
Signal fur die Unscharfabtastung (Unsharp Chan- 
75 nel) abgegriffen. 

Mit einer solchen Anordnung kann zwar zeitlich 
nacheinander abwechselnd ein Scharf-bzw. Un- 
scharfsignal gewonnen werden. aber die Lichtve- 
ntile sind relativ langsam, was zu einer geringen 
20 Abtastfrequenz fuhrt. 

Da es aber bet solchen Scannern auf hohe 
Abtastgeschwindigkeiten ankommt. ist es erforder- 
lich, da/3 sowohl das Scharfsignal ais auch das Un- 
scharfsignal standig ohne Unterbrechung anliegen, 
25 weshalb sich in der Praxis diese Abtasteinheiten 
mit zeitlich unterbrochenen Abtastsignalen niedri- 
ger Frequenz nicht durchgesetzt haben. 

Es sind daher Abtastanordnungen mit Blende- 
nanordnungen zum Einsatz gekommen, die mit ho- 
30 her Abtastfrequenz arbeiten und bei denen die 
Abtastsignale ohne Unterbrechung geliefert wer- 
den. Solche Blendenanordnungen, die sowohl fur 
die Unscharfmaskierung als auch fur die Abtastung 
bereits gerasterter Vorlagen eingesetzt werden, be- 
as sitzen eine erste Blende, auch Hauptblende 
genannt. die innerhaib des von der Vorlage reflek- 
tierten oder durchgelassenen Abtastlichtstrahls an- 
geordnet ist. Die Offnung dieser Blende taflt einen 
zentralen Bereich des Abtastlichtstrahls durch 
40 (Hauptfeld), der auf einen ersten optoelektroni- 
schen Wandler gegeben wird. der das eigentliche 
Abtastbildsignal im Abtastfleck liefert. 

Weiterhin ist eine zweite Blende mit groflerer 
Blendenoffnung als die Hauptblende (auch Umfeld- 
45 blende genannt) vorgesehen, die in Verbindung mit 
einem teildurchiassigen Spiegel einen Teilstrahl 
aus dem Abtastlichtstrahl ausblendet. Durch diese 
Blende wird ein dem scharfen Abtastfleck umge- 
bender groflerer Bereich der Vorlage, dessen 
so Grofle durch die Apertur dieser Umfeldblende be- 
stimmt ist, ausgeblendet und auf einen zweiten 
optoelektronischen Wandler gegeben, der das 
sogenannte Umfeldsignal liefert. 

in der DE-PS 30 10 880 ist eine solche Blende- 
nanordnung gezeigt, bei der die dem Abtastlicht- 
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strahl zugewandte Seite der Hauptblende im Be- 
reich der Blendenoffnung eine Verspiegelung auf- 
weist, durch die ein Teil des Abtastlichtstrahls 
(Umfeld) ausgespiegelt wird. der uber die Umfeld- 
blende auf den zweiten fotoelektrischen Wandler 
gegeben wird, Das Umfeldsignal wird zusammen 
mit dem Hauptsignal eiektronisch weiterverarbeitet, 
was z. B. in der DE-PS 10 39 842 beschrieben ist. 

Der Vorteil dieser Blendenanordnung zur Vorla- 
genabtastung liegt darin, dafl gegenuber der US- 
PS 2.691 .696 die Abtastsignale von Haupt-und Um- 
feld standig parallel angeliefert werden. was eine - 
schnelle Abtastung und, Signalverarbeitung erlaubt. 
Auflerdem ist eine exakte Trennung von Hauptfeld- 
signal und Umfeldsignal gegeben. was bei der US- 
PS 2.691.696 nicht der Fall ist. Bei dem US-Patent 
entspricht das Signal des Scharfkanals dem Haupt- 
feldsignal der DE-PS 30 10 880. das Signal des 
Unscharfkanals aber nicht dem Umfeldsignal. son- 
dern das Unscharfsignal enthalt auch die Modula- 
tion des scharfen Hauptbildpunktes. da die Blende 
im Unscharfkanal nur einen grd/teren Fleck abtastet 
als die Blende im Scharfkanal. 

Das Umfeldsignal. das von der reflektierenden 
Blende gemafl DE-PS 30 10 880 geliefert wird, 
enthalt nur die Signalanteile des den scharfen Bild- 
punkt umgebenden Umfeldes. 

Da bei solchen Scannern nicht nur die Un- 
scharfmaskierung Oder bei der Abtastung geraster- 
ter Vorlagen eine Entrasterung mittels der Blende- 
nanordnung vorgenommen werden soil, sondern in 
der Regel auch die Forderung nach Veranderung 
des Reproduktionsmaflstabes zwischen Vorlage 
und Aufzeichnung besteht, ist es erforderlich, die 
Abtastung je nach Maflstab mit unterschiedlicher 
Abtastfeinheit vorzunehmen, wozu je nach 
gewahlter Abtastfeinheit die Grofle des Abtast- 
flecks, d. h. des Durchmessers der Hauptblende 
und auch die auflere Begrenzung des Umfeldes 
durch die Apertur der Umfeldblende an diese Ab- 
tastfeinheit angepaflt werden mussen. 

Prinzipiell waVe es moglich, diese Anpassung 
mit den Lichtventilen der US-PS 2.691,696 vorzu- 
nehmen, aber man muflte, wie bereits erwahnt, 
eine geringe Abtastfrequenz, d. h. langsame Abta- 
stung in Kauf nehmen. Andernfalls wurde man 
keine saubere Signaltrennung zwischen Abtastfleck 
und dem Signal, das sich aus dem den Abtastfleck 
umgebenden Umfeld ergibt. erhalten. 

Auflerdem ist der Einsatz solcher Lichtventile 
gemafl US-PS 2,691.696 bei einer Anordnung 
gemafl DE-PS 30 10 880 nicht mSglich. da ein 
solches Lichtventil nur in einer Dimension eine 
unterschiedliche Einstellung eines Lichtspalts 
ermoglich und zwei solcher Lichtventile raumlich 
nicht an einem Ort angeordnet werden konnen. Es 
wird in diesem Zusammenhang auf die US-PS 
3.646,262 verwiesen, bei der in den Figuren 10 bis 



12 ein solches Lichtventil dargestellt ist. 

Ein weiterer Nachteil solcher Lichtventile be- 
steht darin. da/3 es mit solchen Lichtventilen nicht 
moglich ist. das Umfeld separat auszublenden. 
5 Es sind weiterhin verstellbare Blenden. z. B. 

Irisblenden bekannt. die aus mehreren Lamellen 
bestehen. die zur Verstellung der Blende entspre- 
chend verdreht bzw. verschoben werden. Der Ein- 
satz solcher Blenden bei einer Blendenanordnung 
w gemafl DE-PS 30 10 880 ist ebenfalls nicht 
moglich, da. selbst wenn man die Ruckseite der 
Lamellen verspiegelt, sich kein ebener Spiegel her- 
stellen laflt, mit dem eine exakte optische Abbil- 
dung moglich ist. Ein Grund liegt in der unter- 
15 schiedlichen Dicke der Lamellen und darin. dafl die 
Lamellenstarken zur Erhaltung der geforderten 
mechanischen Steifigkeit nicht beliebig verringert 
werden konnen. Auch verhindert die Biegsamkeit 
der Lamellen eine exakte optische Abbildung. 

20 Diese Blenden scheiden daher f(ir den Einsatz als 
reflektierende Blenden aus. 

Zur Anpassung der Blendendurchmesser an 
die unterschiedlichen Abtastfeinheiten verwendet 
man daher in der Praxis eine Vielzahl von einander 

25 zugeordneten Blenden unterschiedlicher Durch- 
messer, die z. B. in einem sogenannten Blenden- 
rad angeordnet sind. Je nach gewahlter Abtastfein- 
heit werden zwei unterschiedliche aufeinander ab- 
gestimmte Blenden in den Abtastlichtstrahl ge- 

30 schwenkt Da es aber fOr jede Abtastfeinheit nur 
einen optimalen Hauptblendendurchmesser gibt, 
durch den die Grofle des Abtastlichtpunktes be- 
stimmt ist. ist einzusehen, da/3 auch bei einer 
Mehrzahl von Blenden nur fur diese einzelnen 

35 Blenden eine optimale Abtastung erfolgen kann. 
Fur Abtastfeinheiten, die zwischen diesen Blenden- 
durchmessern liegen, ist eine Fehlanpassung der 
Blende gegeben, die zwar in Kauf genommen wird. 
Bel zu gro/ter Blende (Uberabtastung) tritt ,ein Kon- 

40 trastverlust. und bei zu kleiner Blende 
(Unterabtastung) treten Abtastlucken auf. In beiden 
Fallen ist ein Informationsverlust. also ein Qua- 
litatsverlust, unvermeidlich. Ein Gerat, das mit ein- 
em solchen Blendenrad versehen ist. ist z. B. in 

45 der Betriebsanleitung, Vario-Klischograph K 181. 
Ausgabe 3, Dezember 1963. der Dr.-lng. Rudolf 
Hell GmbH, Kiel, beschrieben. 

Um den beim Einsatz von Blendenradern auf- 
tretenden Nachteilen entgegenzuwerken, ist in der 

50 EP-A-1 0 077 410 ein Verfahren zur Verbesserung 
der Kontrastanhebung bei veranderbarem Repro- 
duktionsmaflstab angegeben, bei dem je nach 
gewahltem Maflstab eine gezielte Anderung der 
Ubertragungsbreite von Korrektursignal 

55 (Umfeldsignal) und Bildsignal (Hauptfeldsignal) ein- 
gestellt wird. Hier wird zwar eiektronisch versucht. 
eine Anpassung der Kontrastanhebung an die 
unterschiedliche Abtastaufldsung vor zunehmen. 
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aber eine optimale Blendenanpassung sowohl der 
Hauptblende als auch der Umfeldblende findet 
nicht start, so da/3 auch hier Ober-bzw. Unterabta- 
stung stattfindet. 

Wie hieraus zu ersehen ist. mu/3 also bei Ab- 
tastfeinheiten, die nicht auf den jeweiiigen Blenden- 
durchmesser optimiert sind, grundsatzlich mit ein- 
em Qualitatsverlust gerechnet werden. 

Im Falle. da/3 gerasterte Vorlagen abgetastet 
werden, tritt neben einem Qualitatsverlust noch ein 
Restmoire auf, da die Ausfilterung der Rasterfre- 
quenz des Rasters der gerasterten Vorlage eben- 
falls nur mit optimal an das Raster der Vorlage 
angepa/Jten Blendendurchmessern erfolgen kann, 
was z. B. aus EP-A-2 0 065 281 zu entnehmen ist. 

Der vorliegenden Erfindung Iregt daher die Auf- 
gabe zugrunde, eine Blendenanordnung fur die 
optoelektronische Vorlagenabtastung zu schaffen, 
bei der diese Nachteile vermieden werden sollen. 
Die Blendenanordnung soil sowohl an die jeweilige 
geforderte Abtastfeinheit angepaflt werden ais auch 
bei der Abtastung gerasterter Vorlagen zu einer 
optimalen Entrasterung der Blende fuhren und 
dabei eine hohe Abtastgeschwtndigkeit und eine 
saubere Signaltrennung von Haupt-und Umfeld lie- 
fern. 

Die Erfindung erretcht dies durch die im kenn- 
zeichnenden Teii des Anspruchs 1 angegebenen 
Merkmale. 

Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfin- 
dung sind in den Unteranspriichen 2 bis 7 angege- 
ben. Die Erfindung wird im folgenden anhand der 
Figuren 1 bis 15 naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine verstellbare Blendenanordnung 
zur Abtastung von Haupt-und Umfeld, 

Figur 2 eine Ausfuhrungsform eines Ele- 
ments einer verstellbaren Blende, 

Figur 3 eine perspektivische Ansicht von 
zwei zusammenwirkenden Blendenelementen, 

Figur 4 ein Beispiel fur die Form der Apertur 
der Blende nach Figur 3, 

Figur 5 ein weiteres Beispiel fur die Form 
der Blendenapertur nach Verstellung der Blende, 

Figur 6 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel ein- 
es Blendenelementes. 

Figur 7 ein Beispiel fUr die Form der Apertur 
bei Verwendung des Blendenelementes gema/3 
Figur 6, 

Figur 8 ein Beispiel fur die Anordnung 
zusatzlicher einsteilbarer Streulichtblenden vor der 
einstellbaren Blende, 

Figur 9 ein Beispiel fur die Anordnung 
zusatzlicher einsteilbarer Streulichtblenden nach 
der einstellbaren Blende, 

Figur 10 eine perspektivische Ansicht einer 
Kombination von verstellbarer Blende mit verstell- 
baren Streulichtblenden, 



Figur 1 1 ein weiteres Beispiel einer Blende- 
nanordnung. bei der die Blende fur das Umfeld 
eine Irisblende ist, die auf einer Achse mit der 
Blende des Hauptfeldes liegt, 
5 Figur 12 ein weiteres 8eispiel einer Blende- 

nanordnung, bei der die Blende fur das Umfeld 
eine Irisblende ist und auf der ausgeblendeten 
Achse fur das Umfeld iiegt. 

Figur 1 3 eine Darstellung der Form des Um- 
70 feldes bei Verwendung einer Irisblende, 

Figur 14 der Verlauf der Strahlintensitat fur 
das Umfeld gema/3 Figur 14 langs eines Schnittes. 

Figur 15 ein weiteres Beispiel einer Blende- 
nanordnung, bei der gleichartige Blenden fur das 

75 Hauptfeld und das Umfeld auf einer Achse liegen. 

In Figur 1 ist eine Abtastanordnung fur eine 
Vorlage 1 gezeigt. bei der ein Abtastiichtstrahl 2. 
der entweder ein von der Vorlage 1 durchgelasse- 
ner Lichtstrahl oder ein von der Vorlage reflektierter 

20 Lichtstrahl sein kann, uber eine schematisch darge- 
stellte Optik 3, eine Blende 4 und eine weitere 
Optik 5 auf einen optoelektronischen Wandler 6 
gegeben wird. Die Blende 4 besteht aus zwei plan- 
parallefen Glasplatten 41 und 42. die schrag im 

25 Abtastiichtstrahl 2 angeordnet sind. 

Figur 2 zeigt eine solche Platte 41, die auf 
einer Seite mit einer reflektierenden Schicht 411 
versehen ist. die die Platte 41 nur zu einem Teil 
bedeckt. Dadurch. da/5 die Platte nur zum Teii be- 

30 schichtet ist. laflt sie in dem mit 412 bezeichneten 
Teil Licht durch. Fugt man zwei solcher Piatten, die 
mit ihrer verspiegelten Schicht aneinander liegen, 
zusammen. so entsteht eine Blende mit einer 
symmetrischen Offnung 413, wie in den Figuren 3 

35 und 4 dargestellt ist. Verschiebt man die Piatten 41 
und 42 gemafl Figur 5 in Pfeilrichtung 7, so 
verandert sich die Grofle der Blendenoffnung. 

Urn ein besseres optisches Verhalten der Blen- 
den zu er halten. werden die nicht beschichteten 

40 Flachen in vorteilhafter Weise durch Aufbringen 
einer dielektrischen Schicht entspiegelt. Die Be- 
schichtung der Glasplatten erfolgt durch metaltK 
sche Bedampfung mit Schichtdicken im Bereich 
urn 0.1 urn. Der Abstand der Glasplatten betragt 

45 etwa 5 urn und kann noch verringert werden, wenn 
die Piatten optisch poliert werden. Eine solche 
Blendenanordnung liefert exakte optische Abbildun- 
gen, da die Schichtdicke der Beschichtung ver- 
nachiassigbar ist. 

so Die die Offnung 413 umgebende reflektierende 

Schicht 41 1 reflektiert einen Teilstrahl 8. der uber 
eine weitere Optik 9 auf eine Blende 10 gegeben 
wird, die ebenso wie die Blende 4 aufgebaut sein 
kann. Das durch die Blende 10 durchgelassene 

55 Licht gelangt uber eine weitere Optik 1 1 auf einen 
optoelektronischen Wandler 12. Die Blenden 4 und 
10 werden so eingestellt, da/3 die Blende 4 den 
Durchmesser des Hauptstrahls und die Blende 10 
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den Durchmesser des Umfeldstrahis begrenzen. 
Das von der Blende 10 nicht durchgelassene Licht 
wird reflektiert und in einen Lichtsumpf 13 abgelei- 
tet. 

Figur 6 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform fur 5 
eine beschichtete Glasplatte 43, und Figur 7 zeigt 
eine Anordnung von zwei solcher Glasplatten 43 
und 44, die ebenfalls eine verstellbare Blende er- 
geben. Durch Verschiebung der einzelnen Glasplat- 
ten in diagonaler Richtung bildet sich ebenfalls 10 
eine symmetrische Blendenoffnung 432. 

Durch diese Blendenanordnung gema/3 der 
Figuren 2 und 7 lassen sich gleichbleibende Blen- 
denformen wie symmetrische Vierecke, Rauten, 
Quadrate und Rechtecke, mit beliebigem Kanten- 15 
verhaltnis realisieren. Die mechanische Relativbe- 
wegung wird so definiert bemessen. dafl der Mittel- 
punkt der Blendenoffnung sich immer an derselben 
Stelle befindet. Dies wird dadurch erreicht. da/3 z. 
B. Hebelsysteme mit Spindel-oder Sinusantrieb 20 
eingesetzt werden oder die Bewegung eines End- 
losbandes ausgenutzt wird. 

Eine weitere Verbesserung des Abtastsystems 
gema/3 Rgur 1 kann in vorteilhafter Weise in einer 
zusatzlichen Streulichtausblendung bestehen: Hier- 25 
durch sollen die KontrastverhSltnisse bei der Anta- 
stung verbessert werden. Dieses Ziel wird erreicht. 
indem man sog. Strahlfallen als Streulichtblenden 
verwendet. die an die jeweilige Apertur des Licht- 
strahls angepaflt sind. In Figur 1 konnen hierzu z. 30 
B. hinter der Blende 4 und auch der Blende 10 
Strahlfallen 15 und 16 vorgesehen sein. die im 
einzelnen in den Figuren 8 und 9 dargestellt sind. 
In vorteilhafter Weise bestehen sie aus schwarz 
mattierten Lamellen 17, die starr mit den Blendene- 35 
lementen verbunden sind und mit den Blendenele- 
menten mitbewegt werden ktfnnen. Die Streulicht- 
blenden konnen allerdings auch vor den Blenden 
im Strahlengang angeordnet sein, dies hangt davon 
ab, wo innerhalb des Systems entsprechender 40 
Platz fur diese Blenden vorhanden ist. 

Die Figur 10 zeigt eine perspektivische Ansicht 
einer solchen Strahlfalle in Verbindung mit einer 
verstellbaren Blende gema/3 Fig. 3. 

An dem Blendenelement 41 sind einzelne 4s 
Lamellen 151, 152 und 153 befestigt, die mit auf 
dem Blendenelement 42 angeordneten Lamellen 
154, 155 und 156 zusammenwirken. Die Aus- 
schnitte der einzelnen Lamellen sind so bemessen, 
da/3 sie dem jeweiligen Strahldurchmesser an- 50 
gepatft sind. 

Soil der reflektierte Teilstrahl fur eine Un- 
scharfmaskierung bei der Vorlagenabtastung ver- 
wendet werden. so empfiehlt es sich. die Anord- 
nung der Streulichtblenden hinter der Blende 10 55 
vorzusehen, wie dies in Figur 1 dargestellt ist. 

Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung ist 
in Figur 11 dargestellt. Hierbei wird der Abtaststrahl 



2 durch eine verstellbare Irisblende 18 begrenzt. 
Der begrenzte Lichtstrahl 19 trifft auf die einsteli- 
bare Hauptblende 4. die nur einen Teilstrahl 20 
hindurchlaflt. wahrend das restliche Licht von der 
Verspiegelung der Blende reflektiert wird. 

Die Irisblende .18 laflt sich auch in dem von der 
Hauptblende 4 reflektierten Teilstrahl anordnen, 
was in Figur 12 gezeigt ist. Sind die Kontrastanfor- 
derungen nicht zu hoch. so kann bei der in Figur 

11 gezeigten Anordnung die Irisblende 18 ebenfalls 
die Funktion der Streulichtblende ubernehmen. und 
die Lameflenblende 15 der Figur 11 kann entfallen. 
Eine besondere Eigenschaft dieser Anordnungen 
gema/3 Figuren 11 und 12 ist. daj3 die Begrenzung 
des Umfeldstrahis unscharf ist. was in den Figuren 
13 und 14 dargestellt ist. Figur 13 zeigt die Form 
des ausgeblendeten Umfeldes und Figur 14 den 
Intensitatsverlauf I Ober dem Durchmesser der 
Blende in Richtung x der Fig. 13. 

Rgur 15 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform 
der Erfindung, bei der anstelle der Irisblende eine 
zweite verstellbare Blende 21 eingesetzt ist. Urn 
den Abstand der Blenden 21 und 4 nicht zu gro/3 * 
werden zu lassen, werden die Blenden so gedreht. 
da/3 die Streulichtblenden 15 einmal vor und einmal 
hinter der Blende zu liegen kommen. Wie in Rgur 

12 ist auch hier eine Anordnung der Umfeldblende 
im reflektierten Strahl moglich. 

Bei den in den Beispielen der Fig. 1, 11, 12 
und 15 beschriebenen Blendenanordnungen wird 
die Strahlteilung mittels der Verspiegelung der 
Blende vorgenommen. 

Eine weitere vorteilhafte Blendenanordnung ist 
gegeben. wenn die Strahlteilung mittels eines Tei- 
lerwurfels vorgenommen wird. In diesem Fail ist es 
nicht erforderlich. da/3 die Beschichtung der Blen- 
denkorper reflektierend ausgebildet ist, da der Tei- 
lerwurfel den Strahl ausblendet. Auf eine Darstel- 
lung eines solchen Teilerwurfels wird verzichtet. da 
diese als optische Bauelemente allgemein bekannt 
sind. 

Bei Einsatz der erfindungsgema/ten Blendena- 
nordnung fUr die Umscharfmaskierung, bei der ein 
Teilstrahl vom Abtastlicht ausgeblendet wird, kann 
je nachdem, wie stark dieser Effekt sein soil, die 
Grofle der Umfeldblende gewShlt werden. Sie kann 
zwischen 1,3 bis 5 oder auch in einzelnen Fallen 
bis zu 20 mal gro/ter sein als die Hauptblende. 
Eine besondere Anforderung an Grofle und Form 
der Abtastblende ist in dem Fall gegeben, in dem 
gerasterte Vorlagen abgetastet werden sollen. Hier- 
bei ist es erforderlich. da/3 die Form der Blende 
und die Auswinkelung der Blendenoffnung dem 
abgetasteten Raster angepaflt sind. Es wird hierzu 
auf EP-A-2 0 065 281 verwiesen. Da bei der Abta- 
stung gerasterter Vorlagen die abgetasteten Vorla- 
gen haufig sehr unterschiedliche Rasterweiten ha- 
ben und auch die Rasterwinkel in den einzelnen 
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Farbauszugen unterschiedlich sind. ist eine Blende- 
nanordnung gemafl der vorliegenden Erfindung be- 
sonders geeignet. diese Anpassungen vorzuneh- 
men. Die Hauptblende wird durch Drehung um die 
optische Achse mil ihren Kanten auf den Raster- 
winkel eingestellt und die Blendengrdfle auf die 
Grdfle der Rastermasche. Grdfle und Richtung der 
Umfeldblende werden ebenfalls optimiert 



Anspruche 

1. Blendenanordnung zur punktweisen 
optoelektronischen Abtastung von Vorlagen, wobei 
sich der Abtastpunkt aus einem zentralen Hauptfeld 
und einem das Hauptfeld umgebenden Umfeld zu- 
sammensetzt. mit einer ersten Blende zur Abta- 
stung des Hauptfeldes, die innerhalb eines von der 
Vorlage reflektierten oder durchgelassenen Abtast- 
lichtstrahis angeordnet ist und die auf der dem 
Abtastlichtstrahl zugewandten Seite im Bereich um 
die Blendenoffnung eine Verspiegelung aufweist, 
die einen Teil des Abtastlichtstrahls reflektiert und 
mit einer zweiten. Blende zur Abtastung des Umfel- 
des, die innerhalb des von der ersten Blende re- 
flektierten Teils des Abtastlichtstrahls angeordnet 
ist, dadurch gekennzeichnet, da/3 die Grdfle der 
Blendenoffnungen der beiden Blenden unabhangig 
voneinander kontinuieriich einstellbar sind, wobei 
die Blendenoffnung der ersten Blende die Grofle 
des Hauptfeldes und damit die Abtastfeinheit und 
den Innendurchmesser des Umfeldes bestimmt 
und die Blendenoffnung der zweiten Blende die 
Grdfle des Umfeldes bestimmt und wobei durch 
unabhangig Versteilung der beiden Blen- 
denoffnungen das Grofleriverhaltnis vom Haupt- 
und Umfeld kontinuieriich einstellbar ist. 

Z. Blendenanordnung nach Anspruch 1. 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Blenden jeweils 
aus zwei verspiegelten Blendenelementen beste- 
hen, die symmetrische Ausnehmungen der Ver- 
spiegelung aufweisen und die so angeordnet sind, 
dafl die Ausnehmungen sich zu der Blen- 
denoffnung ergMnzen. 

3. Blendenanordnung nach Anspruch 2. 
dadurch gekennzeichnet dafl die Versteilung der 
Blendenoffnung durch symmetrische Verschiebung 
der Blendenelemente erfolgt. 

4. Blendenanordnung nach einem der An- 
spruche 1-3, dadurch gekennzeichnet da/3 die 
Blenden jeweils aus zwei aufeinander liegenden 
Platten aus Glas oder dergleichen bestehen, die 
jeweils eine verspiegelte Oberflache aufweisen, dafl 
die Platten mit ihrer verspiegelten Oberflache aufei- 
nander liegen und dafl innerhalb der Verspiegelung 
der Platten symmetrische, nichtverspiegelte 
Flachen ausgespart sind, derart, dafl sich bei plan- 
paralleler Verschiebung der beiden Platten entlang 



mindestens einer der Symmetrieachsen der nicht- 
verspiegelten Flachen kontinuerlich veranderbare 
Blendenoffnungen durch diese nichtversperspiegel- 
ten Flachen ergeben. 
5 5. Blendenanordnung nach einem der An- 

spruche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet. dafl die 
Verspiegelung der Blendenelemente eine metallic 
sche Bedampfung ist. 

6. Blendenanordnung nach Anspruch 4, 
70 dadurch gekennzeichnet, dafl die Glasplatten opti- 

sch poliert sind. 

7. Blendenanordnung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die nichtverspiegel- 
ten Teile der Glasplatten entspiegelt sind. 

75 8. Blendenoffnung nach einem der Anspruche 

1-7, dadurch gekennzeichnet. dafl zur symmetri- 
schen Verschiebung der Blendenelemente eine 
Relativbewegung in Form einer gegenlaufigen 
Trans lationsbewegung erzeugt wird. derart, dafl der 

20 Mittelpunkt der Blendenoffnung erhalten bleibt. 

9. Blendenanordnung nach einem der An- 
spruche 1 - 8. dadurch gekennzeichnet. dafl zur 
Unterdruckung von Streulicht zusatzliche Blenden 
vor oder hinter den verstellbaren Blenden angeord- 

25 net sind. deren Offnungen jeweils an die Appertur 
des Strahlenbundels am Ort der Zusatzblende an- 
gepaflt sind. 

10. Blendenanordnung nach Anspruch 9. 
dadurch gekennzeichnet, dafl die zusatzlichen 

30 Blenden aus schwarzmattierten Lamellen bestehen. 
die starr mit den Blendenelementen verbundeh 
sind. und dafl diese Lamellen zusammen mit den 
Blendenelementen verschiebbar sind. 

11. Blendenanordnung nach einem der An- 
as spruche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet. dafl die 

Blendenoffnungen symmetrische Vierecke, Rauten. 
Quadrate oder Rechtecke mit beliebigem Kanten- 
verhaltnis sind. 

12. Blendenanordnung nach Anspruch 1, 
4o dadurch gekennzeichnet, dafl die zweite Blende 

eine Irisblende ist. 
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